
 

Difracción de rayos-X de polvo 

Sede: Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales, TEC 

Aula I4-01 

PROGRAMA 

  Martes, 05 Dic Miércoles, 06 Dic Jueves, 07 Dic Viernes, 08 Dic Sábado, 09 Dic 

8:00-9:00 
Clase teórica: Estructuras 
cristalinas. Fundamentos de la 
difracción de polvos, 
aspectos experimentales (J. 
Cubero) 

Clase teórico-práctica: Tipos de 
barrido para aplicaciones en 
materiales especiales 
(nanomateriales y capas 
delgadas) (D. Lamas) 

Clase teórico-práctica: 
Método de Rietveld: uso 
de programas (M. 
Delgado) 

Clase teórica-práctica:  
Análisis cuantitativo 
empleando el método de 
Rietveld (D. Lamas) 9:00-10:00 

Presentaciones 
de los 

estudiantes/ 
Evaluación del 

OpenLab 

10:00-10:20 Café 

10:20-12:20 

Clase práctica: Componentes 
del Difractómetro de Polvos, 
preparación de muestras y 
registro de datos (T. Guillén)  

Clase práctica: Manejo de 
bancos de datos PDF-4+ y PDF-4 
Organics (M. Delgado / J. Faber) 

Clase práctica: Ejemplos 
de análisis de datos por 
método de Rietveld (D. 
Lamas, M. Delgado, J. 
Faber) 

Clase práctica: Ejemplos 
de análisis de datos por 
método de Rietveld (D. 
Lamas, M. Delgado, J. 
Faber) Cierre 

12:20-2:00 Almuerzo 

2:00-2:15 

Charla comercial: Compañía 
Rigaku y su división de rayos-X 
de polvo (T. F. McNulty) 

Clase teórica: Relación óptima 
entre el análisis elemental por 
fluorescencia de rayos-X y el 
análisis cuantitativo de fases por 
difracción de rayos-X, 
empleando el criterio de la 
distribución de tamaño de 
partícula (R. M. García) 

Clase teórica: Análisis del 
ensanchamiento de pico 
- Tamaño de dominios 
cristalinos y 
microdeformaciones (J. 
Faber) 

Clase teórica: Difracción 
de rayos-X   de polvo con 
radiación sincrotrón – 
Aplicaciones avanzadas 
(D. Lamas) 

 

2:15-4:00 

Clase teórica: Aplicaciones 
de la difracción de polvos. 
Análisis cualitativo y 
cuantitativo. Uso de bases de 
datos. (M. Delgado) 

 4:00-4:20 Café 

4:20-6:20 

Clase práctica: 
1. Identificación y análisis 
cuantitativo de polimorfos por 
medio de curva de calibración 
(R.M. García) 
2. Determinación cuantitativa 
de fases por método Rietveld 
(R.M. García) 

Clase teórica: Fundamentos del 
método de Rietveld (D. Lamas) 

Clase práctica: Ejemplos 
de análisis de datos por 
método de Rietveld (D. 
Lamas, M. Delgado, J. 
Faber) 

Clase práctica: Ejemplos 
de análisis de datos por 
método de Rietveld (D. 
Lamas, M. Delgado, J. 
Faber) 

 

 


